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Abstract (en)
The invention relates to a testing device for round discs (4, 11, 13), for example coins, in which the discs (4, 11, 13) run along at least one gauge on
a guide (15, 23, 41) supporting them. The testing devices known hitherto have only a limited throughput on account of their construction. Moreover,
they are very expensive in terms of production. The invention avoids these disadvantages by delivering the round discs (4, 11, 13) onto an inclined
slip plane (6), down which they slip and over which extends at least one collecting rail (7, 10) which is inclined relative to the horizontal and which
collects the discs (4, 11, 13) and diverts them to the side. The discs (4, 11, 13) are thereafter fed to an optoelectronic device for the measurement of
diameter and/or thickness. This combination allows considerably higher throughputs than in the testing devices known hitherto. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Prüfvorrichtung für runde Scheiben (4,11,13), zum Beispiel Münzen, bei der die Scheiben (4,11,13) auf einer sie
abstützenden Führung (15,23,41) an mindestens einer Lehre entlang laufen. Die bisher bekannten Prüfvorrichtungen haben aufgrund ihrer
Konstruktion nur einen begrenzten Durchsatz. Außerdem sind sie von der Fertigung her recht teuer. Die Erfindung umgeht diese Nachteile, indem
die runden Scheiben (4,11,13) auf eine geneigte Rutschebene (6) gegeben werden, die sie hinabrutschen und über die mindestens eine gegenüber
der Waagerechten geneigte Auffangschiene (7,10) verläuft, die die Scheiben (4,11,13) auffängt und zur Seite hin ableitet. Danach werden die
Scheiben (4,11,13) einer optoelektronischen Vorrichtung zur Durchmesser- und/oder Dickenmessung zugeführt. Diese Kombination ermöglicht
erheblich höhere Durchsätze als bei den bisher bekannten Prüfvorrichtungen. <IMAGE>
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